國立中興大學貴重儀器中心
高解析度穿透式電子顯微鏡(HR-TEM)見習課程

1.課程目的：穿透式電子顯微鏡一般用於觀察物質細部型態與尺寸大小，為分析材料晶體結構與成分之重要檢測工具。隨著電子顯微鏡鑑別率不斷地改進，小至單位晶格變化之點缺陷，都可以透過高分辨穿透式電子顯微鏡(High-resolution TEM; HR-TEM)作直接觀察。本課程目的在於推廣穿透式電子顯微鏡的使用，對象為想了解穿透式電子顯微鏡的運作原理、應用範疇或自行操作。儀器管理員將教授完整的儀器操作流程。

2.參加人員：對欲考取HR-TEM使用執照，或有興趣同學。

3.課程時間： 112/08/14-112/08/16，最多不超過7人。
4.課程內容：

	時間/日期
	08 / 14
	08 / 15
	08 / 16

	9:10〜10:10
	TEM 構造與原理
	示範儀器操作(明視野，暗視野，選區繞射，晶格像，元素成分分析)
	學員上機實習

	10:30〜12:00
	TEM holder操作
	
	

	12:00〜14:00
	午休

	14:00~16:30
	TEM 例行調機示範與練習
	示範儀器操作(明視野，暗視野，選區繞射，晶格像，元素成分分析)
	學員上機實習


           視情況有權更動上課內容。

5.課程地點：應用科技大樓103室。
6.報名費用：1,000元
7.報名方式：至國科會的基礎研究核心設施預約服務管理系統，選擇國立中興大學貴重儀器中心之【EM024900】高解析度穿透式電子顯微鏡。
使用計畫預約者，請於08/14~08/16上課期間，預約2小時的時段。
使用非計畫預約者，可以自行註冊新帳號後，並於08/14~08/16上課期間，預約2小時的時段。
非計畫預約者，需於08/11(五)12:00前完成報名與繳費。
      請填好此表格至應用科技大樓120室給技術員蔡和廷
	學員姓名
	
	學校/系所
	

	聯絡電話
	
	指導教授
	

	E-mail
	


*一旦簽署視同同意將以上個人資料給予中興大學貴重儀器中心做為儀器訓練通訊所用且保密。
                                     學員簽名                  

8.報名截止：額滿或08/11(五)12:00截止
